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摘要(译)

本发明属于超声量化分析技术领域，具体为一种基于带约束最小二乘算
法的超声衰减系数成像方法。本发明方法首先将接收到的射频回波信号
分割成若干个相互重叠的数据块，然后利用welch算法评估数据块的功率
谱，接着结合功率谱信息和约束条件，利用最小二乘算法评估衰减系
数，最后对感兴趣区域内每个数据块内的衰减系数进行成像以获得超声
衰减系数成像。在本发明中，引入的约束条件避免了最小二乘算法因局
部最大值收敛而导致的误差，提高了衰减评估算法在背散射特性均一情
况下的评估准确度。本发明作为一种超声量化诊断方法，可为超声的临
床诊断提供更丰富的信息和手段。
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